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摘要(译)

提供一种超声波诊断装置，包括：探测器，被配置为以多个转向角传输
多个平面波;以及控制器，被配置为确定多个平面波，使得合成发射聚焦
光束图案的光栅波瓣使用多个平面波。平面波位于感兴趣的区域之外。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/eb06ff2c-6989-49fd-96f5-c312d7316c63
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/056874463/publication/US2018017669A1?q=US2018017669A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220180017669%22.PGNR.&OS=DN/20180017669&RS=DN/20180017669

